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WYROBY Określanie odporności powłok 
LAKIEROWE 

lakierowych na 
wewnętrznego 

1. WSTEP 
• 

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem n ormy sę l aborato 

ryjne przyśpieszone metody okreś l ania odpornoŚ{:i powł ok 

lakierowych na działani e św iatła wewnęt rznego. 

1. 2. Rodzaje metod badań 

A _ określanie św iatłoodpornośc i powłok wartościę na-

promieniowania 

B _ określanie stopnia światłotrwałości powł ok . 

1.3. Zakres stosow an ia me tod. Metody opisane w normie 

stosuje się do określania światłoodporności powłok i pokryć 

lakierowych, przeznaczonyc h do zastosowań wewnę trzn ydh. 

1. 4. Określeni a 

1. 4.1. Odporność na dz iałanie świ atła. w skr6ci e św ia ... 

łoodporność, jest to zdo l ność powłoki do niepoq,dawani a 

się n i szczęcemu działaniu światła. Określa ję wartość ak-

t ynometrycznego napr om ieni ania (Anz )' pod wpływem 

kt6r ego występuj e ni eduża zdefiniowana z miana bar wy lub 

pOłysku, a ni e występuję wad y powłok. 

1.4.2. S Wi atłotrwałość - odporność barwy 

dzi ałanie św i atła . 

powłoki na 

1.4.3. Stopi eń świ atłotrwałości _ światłotrwałość wy-

r,,~ona wedłuą skali 8-stopniow ej wg PN_63/ P-04909 . 

1.4.4. Św iatło wewnętrzne - naturalne światło dzienne 

(słoneczne) występujęce w ' oszklonych pomi eszczeniac h . 

Sw iatło to cechuje brak promieniow ania o długości f a l i p o -, 
niżej 310 nm, kt6re nie jest przepuszczane pr zez szkło 0-

kienne . 

1.4.5. Naświetlanie - poddaw anie powłoki dl iał aniu świa ... 

ła. 

1.4.6. Normalne w arunki maśw i etlania - warunki na-

świetlania promieniowaniem o okreś lonym r ozkł adzie wid

mowym energii promi eniowania, określonym natężeniu na-

promienieni a , w określonej temperatur ze w ilgotności 

pow ietrza zdefiniowane w niniejszej n ormi e . 

1. 4.7. Aktynometryc zne natężenie napr omi eniowania(~e) 

wielkość charakteryzujęca ilość energii promieni s t ej pada

jęcej w jednostce czasCl na jednos tkę naświetlanej pow i e r z 

chni oznacZOna aktynometrem ur an y lowo- szczawianowym. 

Okreś la ję ilość (milimol e ) kwasu szczawiowego ulegaję-

cego w roz t w or ze akt ynometr yczn ym o określonym skła -

działanie światła 
(ksenonowego) 
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dzie i w ok r eś lonych warunkac h r ozkł adow i fotolitycznemu .. 

milimo l e 
J ednos tka - ~ 

h • c m 

1.4. 8. Aktynometrycz~e napr o m i enienie (An ) w i e l-

kość c har akter yzujęca ilość e ne r gi i pr o m i eni stej, kt6ra 

padła na jednostkę naświe~ lanej powierzchni. Stanowi 

il oczyn czasu na'§w ietlania i aktynometrycznego natężenia 
'. . J d k mol napromieniow ania. e nost a - -2-

m 

1. 4. 9. Pozostał e określenia - wg PN-64;E..0100S, PN-65/ 

N-01252, PN-78/C-0 1700. 

2. Wytyczne oą61ne 

2. 1. Apara t do naśw ietlania. Okreś lanie odpornośc i 
I 
po-

włok wykonywać w apar acie wyposażonym w centralne , pio

now o u sytuowane , liniowe źr6dło promi e n iowani a oraz ob

r o t owy pierścień (karuzelę ) z gniazdami do ustawiania u..., 

chwyt6w z pr6bkam i , obracajęcy s ię w ok6ł źródła z szyb-

kościę 1 .;. 7 obrot 6w na minutę . Gniazda z uchwyt ami 

w inny przy ob'l0cie karuzeli o 360
0 obracać się wokół 

nej osi o 180
0

. Źr6dł o usytuowane pow inno być na t ym 

po-

wł as-

sa-

mym poziomie co uc hwyty tak, aby pr omi eniow anie ze źród

ła padało pros t opadle na powierzchnię zamocowanych w u-

chwyt ach pr6bek. 

Różnica w war tośc i natężenia napromi eniowan ia w róź-

n ych p unktach naśw ietlanej pr6bki nie powi nna przekr aczać 

10 %. Pomiędzy źr6dłem a komorę, w kt6rej e k s ponowane 

sę pr6bki, p owinny znajdow ać się filtr y kor yg ujęce rozkł ad 

w idmowy p r omien iowania, padajęcego na p'r6bkę zgodni e z 

wymaganiami pod anymi w 2.2 . 

A p arat p ow in ien mi eć układ wentylacyjno- dhłod zęcy t ak 

skons t r uowan y, aby pow i e tr ze chłodzęce ź r6dło pr omienio- , 

w ania nie przedostał o się do komory pr6bek. 

Komora pr6bek p ow inna być wyposażona w urzędzenia u 

możliw iaj ęce regulację j ej chłodzenia pow i e tr zem , miern ik 

t emper a t ury oraz w ilgotności względnej p owietr za. 

Czujniki m i ernika temperatur y i w il go tnośc i p owie t rza 

p owinny być osł onię t e przed bezpośr.ednim padaniem pr o -

mieniowania. 

2.2. Warunki naświetlania. Badane pr6bk i naświetlać 

na l eż y : 

a) p r omieniowaniem o następujęcym wzg l ędnym 

dzie w.i dmo,wym ener g i i promi eni s t ej 

rozkła-

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw i Farb 

Wydanie 2 

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Two r zyw i Farb dnia 3 listopada 1976 r . 
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WYDAWNICTWA NORMALIZACYJ NE "ALFA" 1989 Druk. Wyd . Norm . W-wa , Ark. wyd. 1 , 2.0 Nakł. 100+ 25 Zam . 1127 /88 
I 

Cenazł,~ 



2 BN-76/ 6110-35 

- w zakresie światła w i dz i alnego zbl iżonym do rozkładu 

ilum i nantu D 6500 wg PN-68/ N-0231 O, 

- w zak r esi e nadfio letu określonym pow ierzchnię zak r es

kowanę podanę na r ys, 1, 

- w z akresie podczer wieni ograni czonym t ak, aby t em_ 

p e ratura czarnej płytki ni e była wyż sza o w i ęcej niż 10
0

C 

od t emperatur y pow ietrza w komor ze próbek, 

to 

f 00 nm 360 
Drugosi: fali IBN 76/6110-35-11 

R ys , 1. Wzg lędn y rozkład w idmowy ener g i i promi enistej w 

zak r esie 290 .; 400 nm 
, 
Sw iatło o podany m wyż ej wzg l ędnym rozkł a dzie w idmo-

wym uzyskuje się z wysokociśnieniowych l amp , ksenowych 

po przepuszczeniu pr zez odpow i e dn ie filtr y ; 

b) o natężeniu napromi enienia (E e ) wynoszęcym: 

w zakresie nadfioletu (310 do 400 nm) - 100 ±25 

- w zakresie św iatła w idzialnego (400.;. 750 nm) 600 

2 
±100 W / m, 

Akt ynometryczne natężenie napromienienia (A
e

) kon-

-2 
trolow ane w sposób wg 2,3,3 pow inno wynosić 1 0,5 ±<l, 6 'lO 

milimo l'e 
h, c m 2 

e) w niżej wymienionych w arunkach klimatycznych panu

jęcych w komor z e próbek 

o 
- temperatura powietrza 25 -;. 40 C, 

- w ilgotność względna pow ietr z a 40 -;. 70%, 

Warunki naświetlania określone w a) .;. c) stanowię nor-

, 2,3, Sposoby kontroli w arunków naświetlania 

2,3,1. Kontrola względneąo rozkładu w idmow ego energ ii 

pr omi enist e j, Kontrolę pr zepr owadz i ć dla źródła łęcznie 

z fi Itrami korygujęc ymi wg PN-65/ N-01253 w pr zypadku, 

gdy dokum entacja techniczna aparatu do naśw i etlania nie 

gwarantuje rozkładu widmowego określonego w 2,2 a), 

2,3,2, Kontrola natęż enia napromieniowania podczer wie _ 

ni , Kontrolę wykonywać z a pomocę bolome tru (tzw , t e rmo

metr czar nej pł ytki). Bolometr stanow i pł ytka o wymiarach 

u c hwytu d o próbek, pokr y t a czarnym l akierem o współcz yn

n iku pochłaniani a prom ieniowania o długości fal i 0,3d05l-'m 

co n ajmn iej 0,95, do któr ej pr zymocowa~y jest miernik te"... 

peratur y z działkę co 10C okreś l ajęcy t emperatur ę pł y tki, 

Bolometr wstaw ić w gniaz do do uc hwy tó w aparatu prac u

jęcego pr zez okres c o najmni ej 2h. w którym iempera_ , 

o 
tur a pow i e trza w komorze próbek wynosi 25'7 40 C, 

Po j e dnogodzinn ym naświetl an iu pł y tki odczytać t emp e -

r aturę pł ytk i (Tp ) oraz t emper aturę p ow i et r za w komorze 

próbek (T k ) , Różni ca t empe r a tur Tv';' T k nie 'powi nna 

. Oc przek r aczac 10 

2,3,3, Kontrola aktynometryc znego na t ęż en i a n apr omi e 

ni eni a 

2, 3, 3, l, Pr zyr zą d do ak tynome tryczneg o oznaczania na 

t ę żenia rtapromieni enia s t anowi ce lka ak t yn ometr ycz na oraz 

u c h wy t do ce lk i, Celka j es t p ojemnikiem (' p rostokętnym 

pr zekroju z pokrywę o wymiarac h jak na rys, 2, 

:~::.~~ 
f 

A A 
3 

A-A 
I ..... :::. " .:". 3 - +- / ~ -

i 
... ,':' ,', ..... 

4 

U : - co 
I I 

~.., 

I 
L_ 

... 

~ PCW 

1:':,::'.: ! 'IiI'lQrc optyczny 

malne w arunki naświetlania, IBN - 76!6110-35-21 ~ 
38 

Dopuszcz a się wykonyw an ie naświetleń w warunkach, gdy 

niespełnione sę wymagania podane w b) i c), Odch y l e nie od 

normalnych w arunków naśw ietlania na l eży podać ww ynikadh 

badań , 

W przypadku potrz eby naświetlania próbek w innych 

runkach klimatycznych od podanych w c) za l e ca się: 

w a-

- w arunki klimatyczne suche o temperaturze powietr za 

40.;. 50
0

C i wilgotności wzg l ędnej 20.;. 30%, 

- warunki klimatyczne w ilgotne o temperaturze 20 

wi I gotności względnej powyżej 80 %, 

Rys , 2, 'S chem a t ce lki akt y nometr yczn ej do oznaczani a 

natężenia napromienienia w ksenotes t ach 

1 - pojemnik, 2 - pokr ywa z r ur kę odpow ie t rzajęcę , 3-

PCW poj emn ik a okn" k war cowe p ojemnik a , 4 - śc i anki z 

Pojemnik oraz pokr ywa wykonane sę z ma t e ri ału ni e -

prze pus zcz alnego dla światła i odpor n ego n a dz iałanie 

roztworu aktynometr y c znego (np , z t w ardego PCW). D w ie 

przec i w ległe ścianki pojemnika wykonane si? z kwarcu op

t ycz nego, Okna k w arcowe pow inn y mi eć wym iar co nąjmniej 

25X30 mm, 
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Współczynnik przepuszczalnośc i o bu oki en ek k warcowych szer okość 20, O ±O, 2 mm , przy k tórym z n ajduj e się s i e d-

dla pr omieniow an ia o dł ugośc i f a li 220 -:- 500 nm 

wynosi ć co n a jmni e j 0 , 97. ' 

pow inien lisko służ ęce do ws t aw i enia ce lki ak t yn ome tr ycznej. Uchwy t 

U c hwyt d o c e lk i (r ys . 3) ma z j e dne j s t rony swor zeń 

przyst osowan y do mocow ani a u c hwyi u w gni eź dz i e ap ar a tu 

do naśw i etl ania w tak i spo sób , aby uc hwyt z ce l k~ obr acał 

się na karuze l i wokół źródł a, l ecz nie obracał s i ę wokół 

własnej osi . W środku uchwytu wycięty j es t 

otwór o wymiarach 2 5, O ± 0, 2 tyl m , 

\ 

A 
I 

i i . 

li 

, 

1 

pr os t okętn y 

- 4 
I 
i 

powi ni e n być tak s kor'ls truowan y, aby po Y'fs t awieniu w 

gniaz do aparatu zamocoWana w siedli sku uchwy t u ce lka 

znajdow ał a się p o s tr oni e pr z e c i w n e j o d źródł a światł a, 

dot ykała o twor u w u c hwycie or a z z naj dował a s i ę w t akiej 

odl egłośc i od ź r ódł a , w jak iej eksp onow ane sę naśw ietla_ 

ne próbk i. 

A-A 
I 

2 l- i -- ~ 

r 1 

</>45 

1 . 44 

37 / ~~ 
2Dia2 

3 

V-~ 
I 
I 

r-+-- I 

'" c$ 
lJ"') 

~ 
. __ . 

"" , 

- r ' r-- . j--- -
: 

I 
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I-----------.L~ 
I - I , 
I 
I 

1/ \ 

lJ"') 

8 40 , 
B , 

~ - -
I 

5 
.~ ~ 1'-. ~ 

" t ,""'~ 
Ę2 I I ~ J "> 

'\. 

4>5 ~ 4 
/~ 1 

I BN 7616110 35-al 

A 
5 

B-B 

~I 

100 

R ys. 3. Schemat uchwytu do mocowania ce lki w ksenoteśc i e 150 , 
1 _ pł ytk a p o d s t awowa, 2 _ wa l ec ś l izgowy, 3 - prowadn i ca siedli ska ce lk i , 4 - p ier śc i eń p o d s t awowy , 5 - sworzeń do 

wsu wani a u c hwytu w gn iazd o karuze li , 6_ skrzydełka b l okujęce z apob i egajęce obr o t om uchwy t u w gnieździe 
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2.3.3.2. Odczynniki 

a) S i arczan uranylcwy cz. d. a., r cz t wór 0 , 020 M. 

b) Kwas szczaw icwy cz. d. a., r cz t wór O, l M. 

c) Nadm an gan ian p c ta scwy cz . d . a., rczt wór O, l N. 

d) Kwas s i arkcwy cz. d. a., r cz twór 2, ON. 

2.3.3.3. Wykcnanie aktyncmetrycznej kcntrcli natęże-

n ia naprcm i eni en ia. Celkę aktyncmetrycznę n apełni ć mie-

szani nę akt yncmetrycznegc rcz t w cru skł adajęcegc s i ę z 

rów n ych cbjętcści O, I M r cz twcru kwasu szczawicwegc 

0,02 M r cz twcru s iarczan u uranylu w t akie j ilcści (Ve ), aby 

p c ws taw ieniu ce lki d? uc hwytu pczi cm w ce l ce był co. naj

mniej 5 mm wyż ej cd pr os t okętnego o tworu w uchwyc i e. N a

pełni cnę celkę nakr yć ,?okr ywę i wstaw ić w siedlisk o. uchw y

tu. U c hwy t z ce lkę zamocować w aparacie pracujęcym co 

najmni ej pr zez 2 h , w którym temperatura pow ietrza w y-

nosi 25.;. 35
0

C . Po .około 90 min naśw i e tlari a uchwy t wy-

jęć , naśw ietl ony roztwór ak t ynometr yczn y 'przenieść iloś-
. 3 

ciowc do kclby p omiarowej poj emności 50 cm, uzupełni ć 

wodę destylowanę do kreski i dokładnie wymi eszać . Z kcl-

3 
b y pcm iar cwej odpipetcwać d o. kclby s t ożkcwej 20 cm r cz-

t w cru ak t yn ometr yczn ego. i 

k wasu siarkcwegc w ilcści 

r czc ieńc zyć go 2 N rcz twcrem 
V 3 

--2- c m . 

Z biure.t y dodać d o kclby 
5 3 

s t ożkcwej 2 .;. 3 c m O, l N r oz -

t w o ru n a dmangani anu p c tasu, zawartość kclby pcdgrzać do. 

temperatur y 70 .;. 80
0

C i miareczkować na gcręcc nadman

ganian em p c t asu do. słabo. różowego. zabarwienia utrzymuję-

cegc się pr zez 

W tym celu V o 

2 min. Równccześnie ,:" ykcnać ślepę próbę. 

3 
c m nienaświetlonej mi eszan in y roztworu 

aktyncmetr ycznegc w lać d o. kolby pcmiarcwej pcjemncści 

50 cm
3

, dcpełnić wcdę dest y l cwanę d o. kreski i dalej pcs tę 
pcwać jak z próbę naświetlanę. 

Akt yncmetr ycz ne natężenie naprcmieniania A e w 

milimole 

h • cm2 

w którym: 

cbliczyć wg w zoru 

A = 2 49 • 10- 2 • f. g. - 91 
e • t 

f -faktcr rcz twcru nadmanganianu pctasu, . 

g. _ cbję tcść (cm 3) roz t w oru nadmangani anu pctas u zu

ż ytego do. miarec zk cwan ia ślepej próby (średnia z 

dw óch m iareczkcwań). 

b . " ( 3) o Jętcsc cm r cz t w cru nadmangan i anu pctasu zu-

ż y t ego. do. miareczkcwania prób y naświetlanej (śred

nia z dw óch m iareczkcwań) . 

t _ czas naświetlania (gcdz). 

Kcntrolę akt yncmetrycz nę natężenia naprc mienienia na

leży wykcnywać co. 100 h, a w przypadku eksponcwania , 
próbek przez k rótszy ckres, pr zed rczpcczęciem craz pc 

zakończeniu naśw ietlania. 

2.4. Przygctowanie pcwłck do. badań 

" 
2.4. 1. P rz ygctcw anie pcwłck z wyrcbów lakiercw ych p .... 

gmentcwanych. Płytki szklane lub inne w skazane w ncrmi e 

przedmiotcwej o długcści szerokcści co. najmniej30X40mm 

i .grubcści pcniżej 10 mm prz ygctcwać wg Pf<l-74j C-81513 

i pomal cwać badanym wyrobem lakiercwym spcscbem w ska

zanym w ncrmie przedmictcwej w g PN-79j C-81514. 

Grubcść pcwłcki lub liczbę warstw tak dcbrać, aby uzys-

kać całkow ite krycie. Warunki suszenia aklimatyzacji 

pcwłck - wg n c rmy pr zedmictcwej. 

Pcdłcże 'stcsc wane do. spcrzędzani a wymalowań, zwłasz-

cza przeznaczonych do p omiarów ins trumentalnych, powin-

no. być płaskie i gładkie. 

2.4.2. Pr z y g otow anie pcwłck z w yrcbów lakiercw ych 

bezbar w nyc h i przeświecalnych. Pł ytki ze szkła opt ~czne

go c grubości l - 2 mm, długości i szerckcści co. najmniej 

40X 20 mm przygctcw ane w g PN-74j C-81513, pcmalcwać 

badanym wyrcbem spcscbem w skazanym w ncrmie przed-

mictcwej w g PN-79j C-81514. 

Grubcść pcwłck, w arunki suszenia 

wskazań ncrmy przedmiotcwej. 

aklimatyzacji - w g 

Pcwłcki d o. badań, zwłaszcza instrumentalnych pcmiarów 

bar w y, pcw inny mieć jednakcwę grubcść i gładkę pcw ierz-

chnię· 

W pr zypadku badania zmian barwy metcdę instrumental-, , 

nę, przed naśw ietlani em wyznaczyć współrzędne trójchrc-

mat yczne dla pcszczegó lnych próbek . 

2.40.3. L iczba próbek do. badań . Przygctcwać co. naj

mniej 4 próbki, z których 3 pcddawane będę naświetlaniu, 

a jedna pr zechcwywana w ciemncściach stancwi wzorzec 

odniesienia. 

3. OKREŚLANIE ŚWIATLOODPORNOŚCI POWLOK -

METODA A 

3.1. Zasada ckreślania. Określanie pclega na naświet

laniu pcwłck, badaniu zmian własncści pcwłck wywcłanych 

działaniem św iatła i cbliczeniu wartcści akt y ncmetrycznego 

napromieniania (A
71

) wywołujęcego zdefiniow ane zmiany , 
własncści powłok. 

3.2. Wykonanie naświetlań. Próbki powłck przygotowa

ne wg 2.4 zamocować w uchwycie powłckę na zewnętrz. W 

przypadku badania powłok z wyrcbów bezbarwnych lub 

prześw iecalnych pcmiędz y próbkę a uchwytem um ieśc ić fc

lię aluminicwę c współczynniku cdbicia pcwyżej 0,6. Uchwy

ty z próbkami wstaw ić do. gniazd w pracujęcym aparacie w g . 

2.1 i naświetlać w warunkach wg 2.2. 

W ckreślcnych wzrastajęcych przedziałach czasu np . r 

pc: 2, - 4, - 8, - 16 . . • . h naśw ietlani a przeprowa-

dz,ić badanie zmian własności w g 3.3. Naświetlanie przer,.. 

wać pc występieniu wad lub kredcwania albo. uzyskania zmian 

barw y, zażółcenia lub pCłysku wyższych cd pcdanych w 

tabl. 1. 
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Tablica l. Krytyczna wielkość zmian barwy połysku 

, 

zmiany barwy 
Rodzaj 
powłok 

ocena wizua lna rófnica 
wg barwy 

PN-86j P-04906 t:.E
NBS 

stopień 

l 2 

pigmentowane z wy_ 

. jętkiem białych i 3 3 
przeświecalnych 

p i gmentowane białe 
i bezbarwne 3 3 

Jefeli norma przedmiotowa określa św i atłoodporność 

(wartość aktynometrycznego napromienieni a - (A n ») to po-

włoki naśw ietlić napromienianiem wska,,;anym w normie 

przedmiotowej. C zas naświetlania ( t) w h dla uzyskania 

tego napromieniania ' obliczyć wg wzoru 

w którym: 

An 
t = 0,2 A 

e 
• k 

g 

An - wartość' aktynometrycznego napromienienia 

podana w normie 

aktynometryczne natęfenie naprom ienienia 

milimol e 
h. cm 2 

mol 
m2 

kg - współCzynnik zalefny od grubości naświetlanej 

próbki, którego wartość podano w tabl. 2. 

Tablica 2. Wartość współczynnika (kg) w zalefności od 
. grubości (d) próbk i wymai owanej przeznaczone j do naświ 6-

tI ani a 

d · , mm 2 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 

kg 1,00 1, 01 1,02 ,035 1,05 1,06 1,08 1,10 1,12 1 , 15 

3.3. Sadanie zmian własności powłok 

3.3.1. B,adanie wad powłoki. Prze dmiotem oceny jest wy- . 

stępienie: spękań, złuszczeń, odpr ysków · oraz , opczepień 

powłoki od podłofa lub odczep ień międzywarstwowych po

krycia lakierowego. Sadani e .przeprowadza się wzrokowo 

nie,uzbrojony m okiem w św i e tl e dziennym. Występienie po

wyfszych wad jest niedopuszczalne i e liminuje dalsze ba

danie zmian własności powłok. 
\ 

3.3.2. Sadani e zmian barwy powłoki 

3. 3 . '2. 1. Sposoby badan i a zm i an barwy 

wizualny, po leg ajęc y na wzrokowej ocenie zmiany bar_ 

wy, 

- instrumentalny, p olegajęcy na wyznaczeni u rófnic bar-

wy lub stopn ia zażół cenia. 

Stosow ać nalef y sposób badani a wskazany w normie przed

miotowej. Sadanie sposobem instrumenta lnym cechuje więk

sza precyzja . Sadanie sposobem instrumentalnym stosować 

w badani ach rozjemcz yc h . 

wymi ana stopnia , 
zmi ana połysku 

zafółcenia 

wg ocena wizualna - wg fotoelektryczni e 

PN-72jC-81546 BN-66j 6110-18 wg 

t:. Wz 
stopień 

PN-81jC-8 1550 

3 4 5 

- l 10 % 

I 

12 l 10 % 

3.3.2.2. Wizualna ocena zmi any barwy polega na wzro

kowym porównaniu barwy' powł oki naświetlonej i nienaświe-

t lonej wg PN-63jP-04909. 

Zaleca się wykonywanie wizualnej oceny rÓfnicy barwy 

przy oświetleniu i war unkach p odanych w PN-68 jN-02310. 

Podczas badania z mian barwy powłok prześw i ecalnym prób

ki uml!eścić obok siebie na bia ł ym pOdłożu (nP. bristolu) o 

powier zchni rów nej p owierzchni nałofonych próbek. Współ-

czynnik luminancji białego podłoża pow inien wynos i ć powy-

żej 0,9. 

3.3.2.3. InstrumFntalne w yznaczenie zmiany barwy po-

lega na wyznaczeniu współr zędnych trójchromat ycznych 

powłoki nienaświetlonej lub przed naświetleniem 

naświetlonej oraz ob li czeniu: 

powł oki 

- rófnicy bar wy (t:.E
NBS

) dla powłok z wyrobów barw

nych, 

- rófni cy stopnia zażół cenia (t:. W z ) dla powł ok z wy-

robów bi ał ych i bezbarwnych.' 

W yznaczenie zmiany barwy, w zależności od rockaju wy

robu, przeprowadzić nas tępujęco: , 

aj powłok i z wYl"obów pigmentowanych, z wyjętkiem bia

wych - wyznaczyć sk ł adowe trójchromat yczne powł oki na

św i et l onej i nienaświetlonej (wz or ca) wg PN-71jN-0 12 62 

i obliczyć różnicę barwy t:.E
NBS

' - wg wzoru podanego w 

PN-72/C-81546. 

b) powł oki z wyrobów pigmentow anych białych - wyzna-
l 

czyć s topień zażół cenia W z powłoki naświetlonej niena-

świetlonej (wzorca) ";"g PN-86j <?-04404j16 i obi iczyć ,'óż

ni cę stopnia zażółcenia t:. Wz - wg PN-72jC.!.81546, 

c) powłoki z wyrobów prześwieca ln ych - wyznaczyć skła-

dowe trójchromatyczne powłoki przed naświetlaniem oraz 

po naśw ietlaniu wg PN-71jN:"'01263 i ob l iczyć różnicę bar

wy t:. E NBS wg wzoru podanego w PN-72jC-81546, 

d) powłoki z wyrobów bezbar w nych - wyznaczyć składo-

w e trójchromatyczne powł oki pr ze d naświetlaniem oraz po 

naśw ietlaniu i obliczyć s topi eń zażółcenia W z wg PN-86j 

C-04404j16 i obliczyć różnicę s topnia ?ażółcenia t:. W z _ 

wg PN-72j C-81546. Odchylenie w różn icy barwy lub różni

cy s topnia zażółcenia dla 3 badanych próbek ni e powinny być 



6 BN-76/6110-35 

, 
większe nit 10% wartości średniej. W przypadku wykony-

wania badań zmian barwy po różnych czasach naświetlania 

wyniki przedstawić na wykresie: oś rzędnych - różnica bar-

tlE .Iub różnica stopnia zażółcenia tl Wz oś odcię-wy NB." 

tych - logarytm aktynometrycznego napromienienia (lgA n). 

3.3.3. Badania zmian połysku wykonać tylko dla po

włok z połyskiem, oznaczajęc rótnicę między pÓłyskiem po-

włoki nienaświetlonej (wzorca) oraz naswietlonej metodę 

w izualnę w g BN-66/6110-18.lub instrumentalnę wg PN-81/ 

C-81550, zgodnie ze wskązaniami normy przedmiotowej. 

Połysk oznacza się na tych samych powłokach, na któ-

rych pznaczono zmianę barwy. 

3.3.4. Badanie ,wystilpienia kredowania. , Powlokę prz~ , 
trzeć jednokrotnie tkaninę i ocenić barwę tkaniny. Zabar-

wienie tkaniny pigmentem obecnym w powłoce świadczy o 

kredowaniu powłoki. 

Do badania powł,?k białych oraz powłok o barwie jasnej 
• 

stosować tkaninę koloru czarnego, do badania powłok czar-

nych oraz barw nych stosować tkaninę białę lub watę. Ba-

daniom poddaje się tylko powłoki z wyrobów p i gmentowa-

nych. 

3.3.5. Badanie innych własności . Normy przedmiotowe 

określać mogę badanie innych własności powłok (np. elas

tyczności, twardości) podajęc sposób wykonani a badań. 

3.4. Obliczanie wyniku określania. Światloodporność po
mol 

włoki (Anz) w m 2 obliczyć wg wzoru 

A =5·Ae·kg·t nz 
w którym: 

Ae - średnie rzeczywiste aktynometryczne natężenia na-

(
milimole) , 

Promienienia 2 którym naswietlano ba-
h • cm ' 

dane próbk i, 

kg _ współczynnik koryguję.cy wpływ grubości próbki na 

t 

wielkość napromienienia, którego wartość 

dano w tabl. 2, 

- czas naświetlania ( h) po którym 

zmiana barwy lub zmian" stopnia 

występuje 

zatółceni a 

zmiana pOłysku zdefiniowana wg tabl. 1. 

po-

lub 

, 
Jeżeli przed występienjem zmian własności powłok zde-

finiowanych wg tabl. 1 lub lęcznie Z tymi zmianami wystę

pi wada powłoki określona wg 3.3. 1 lub kredowanie powło

ki, to do oblic;zenia światloodporności (A n ,, ) przyjęć czaS 

naświetlania (t l) po upływie którego wada lub kredowanie 

jeszcze nie występuje . 

W przypadku oznaczenia zmian barwy metodę instrumen_ 

talnę, gdy barwa stanowi własność ulegajęcę zdefiniowa_ 

nej zmianie po najkrótszym czasie naświetlania, to war-

tość aktynometrycznego napromienienia charakteryzujęce-

go świ atloodporność odczytać z wykresu wykonanego wg 

3.3.2.3. 

3.5. Dopuszczalne różnice między ,,:,ynikami nie powinny 

przekroczyć 10% wartości średniej arytmetycznej. 

3.6. Wynik końcowy określania. Podać średnię wartość ' 

aktynometrycznego napromienienie CA nz ) uzyskanę z trzech 

równolegle naświetlonych i badanych prób oraz własność, 

która po tym napromienieniu ulega zdefiniowanej zmianie. 

Jeżeli prÓbki naświetlano aktynometrycznym napromie-

nieniem wskaz anym w normie przedmiotowej, to uznać na-

leży, że powłoka spełnia wymagania, jeżeli nie wykazuje 

wad, kredowania oraz z miany barwy i połysku , większych od 

podanych w tabl. 1. 

4. OKREŚLANIE STOPNIA ŚWIATLOTRWALOŚCI -

METODA B 

4.1. Zasada określa~ia. Określanie polega na równo-

czesnym naświetlaniu badanej powłoki oraz wzorców nie_ 

bieskiej skali światłoodporności. W czasie naświetlania 

przeprowadza się wizualnę ocenę zmiany barwy badanej 

powłoki oraz wzorców. Numer wzorca, który wyraźnie 

zmienia swę barwę po tym, samym czasie naświetlania co 

badana powłoka, okreś I a stopi eń świ atlotrwałośc i pow.lok i. 

4.2. Wykonanie określania. Próbki wymalowań przygo_ 

towane wg 2.4 oraz wzorce niebieskiej skali światIoodpor

ności wg PN-63/P-04909 o wymiarach około 15)( 40 mm u

łożyć w f'chwytach aparatu, nakryć nieprzeźroczystę prze

słonę tak, aby tylko około 2/S próbek i wzorców uległo na

świetlaniu i całość zamocowa~. 

W przypadku badania powłok z' wyr06ów przeświecalnych 

między próbkę a uchwytem umieścić folię aluminiowę 

współczynniku odbicia powytej 0,6. 

o 

Uchwy ty z zamocowanymi próbkami ustawić do 

aparatu wg 2. 1 i naświetlać w warunkach 2.2; 

gniazd 

W określonych wzrastajęcych przedz.iałach .czasu, np. po 

1-, 2-, 3-, h naświetlania, uChwyty wyję.ć, podnieść 

przesłonę i przeprowadzić wizualnę ocenę zmiany barwy 

próbki wg 3.3.2.2. Naświetlanie prowadzić do 

zmiany barwy badanej próbki odpowiadajęcej 3 

ska I i szarej wg PN-86/P-04906. 

uzyskania 

stopniowi 

Przeprowadzić wiz ualnę ocenę zmiany barwy (kontras

tu) między nienaświetlonę i naświetlonę powierzchnię wzor

ców niebieskie~ skali śWiatIoodporności oraz badanej prób

ki i określ ić numer' wzorca wykazujęcy kontrast podobny do 

kontrastu próbki. Jeżel i kontrast próbki odpowi ada pośred

niemu kontrastowi dwu sę.siednich .wzorców, np. 4 _ 5. 

4 . 3. Wynik końcowy określania. Podać numer wzorca 

światloodporności (lub numery dwu wzorców) 

kontrast podobny do kontrastu próbki. 

wykazujęcy 

KONIEC 

I nformacje dodatkowe 
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INFORMACJE DOD ATKOWE 

l. Instytuc ja op racow ujaca normę - InstytuJ Farb 

kier ó w Gliwice. , 

l 2 . Nor my związane 

La-

PN- 78jC - 0 1700 Wyroby lakierowe . Nazwy i ok reśl enia 

PN- 86jC - 04404jI6 Pi gmenty do wyrobów lakierowych . 

Ogólne metody badań . Porównan ie białości, zażółcenia 

i zdolności rozpra szania białych pigmentów 

PN-74jC-81513 W y r 'oby lak ierowe. Pł ytki do badań 

PN-79jC-81514 Wyroby lakierowe . Sposoby otrzymywa

nia powłok do badań 

PN-72j C-81546 Wyr oby laki erowe. Oznaczenie t end encj i 

do żółknięcia białych pigmentowan ych powłok lakiero

wych 

PN-8 1jC-81 55 0 Wyroby lak ierow e. Pomiar połysku lu-

strzanego przyrzędami fotoel ektryczn y mi 

PN-6 4jE-O l005 Technika świetlna. Podstawowe 

wiel!<ości i jednostki 

PN-65jN-01252 Liczbowe wyrażanie barw 

PN-65 jN-01 253 Metody wyznaczania barw 

PN-7 1j N-0 1262 Barwa . Pomiar bar w y pi gmentów 

mentowanych wyrobów laki erowych 

PN-71jN-01263 ·Barwa . Pomiar barwy bar wników 

bów przeświecaln ych 

pOjęcie 

pig-

wyro-

PN-68jN-0 2310 I lumiriant y źródła sztucznego świ atła 

'dziennego 

PN-86jP-0490 6 Metody badań wyrobów włókienniczych. 

Wyznac zani e odporności wybarwień. S zare skal e do 

oceny odporności wybarwień 

PN-63j P-04909 Metody badań wyrobów włóki ennicz ych. 

W yznaczanie odporności wybarwień na świ atło dzien-

ne 

BN-66j 6110-18 W yroby \ak ierowe .. Okr eślanie 

powłok lakierowych 

poł ysku 

3. Normy zagranicz n e i za l ecenia międzynarodowe 

Anglia BS 3900: Part F 5: 1972, D etermi nation of li g ht fa-
, 

stness of pai n t s for interior use exposed t o ar t ifica l 

I ight sources _ norma zgodna w zakres ie w arunków na

świetlania 

Wg niniejszej normy (w w arunkach normalnych) 

RFN D I N 53231 Kurzprllfung der Lichtbestllndigkeit von 

weissen Anstrichen und Mhnlichen Beschichtungen m it 

Kunstlichen Strahlungsquellen (Glanz -und FarbMnde

rungen, ' Krei dung) - norma zgodna w zakresie sposo

bu definiow ania światła stosowanego w badaniach 

USA ASTM E 240 64T, Opefating Water - Cooled Xenon-

-Arc type Apparatus for Artifical Light Exposure 

Test _ norma zgodna w z akresie w arunków naświet-

lania . 
ASTM D 749-63 Standart Method of Calibrating the 

Li ght Source Used for Aodelerating the Deterioration 

of Rubber - norma zgodna w zakresie metody kontl"oli 

akt ynometrycznego natężenia napromienienia 

ISoj D IS 2809.2 Determination of l ight fastness of 

paint s for interior use - norma zgodna w zakresie wa

runków naświetlania 

4. Aparaty do naświet l ań 

a) Wymagania w zakresie konstrukcji (P . 2.1) oraz w a-

runków naświetlania (P. 2) spełnia sprawny Xenotest 150 

firmy Orginal Hanau, wyposażony w 7 litrów IR. 

b) Wymagani" w zakr es i e konstrukcji '(P. 2. l) oraz 

wzg lędnego rozkładu w idmowego energii prom ienistej 

(P. 2.2 a) warunków klimatycznych (P. 2.2 c) spełnia 

sprawny Xenotes t 450 firmy jak wyż ej. Aktynometryczne 

natężenie napromi en ienia w t ym aparacie jest niżs ze od w~ 

maganego dl a "normalnych warunków naświetlania" (p.2.26) 

- jest rzędu 8 , 5' 10-
2 

milimolajh . cm. 

5. Kontrola napromienienia. Do bieżęcej kontroli akty-

nometrycznego napromieni enia stosowane mogę być przy-, 
r zędy fotoelektryczne np. do Xenot estu 150 - Xenometr 150, 

do Xenot estu 450 _ Xenometr 450. Wskazani a t ych przyrz~ 

dów należy okresowo sprawdzaĆ z wynikami 

tężeń napromieniania metodę aktynometrycznę · 

kontroli na-

6 . Ori entac yjne pow ięzan ia w yników oznaczeń światł o-

odporności różnym i metodam i , 

7. Autor projekt u normy : mgr inż. Hugon 

Ins t y tut Farb i Lakierów. 

Jabłoński 

8 . Wydanie 2 _ s tan aktualny : wrzesień 1987 - uaktual-

niono normy zwięzane . 

, 
S w i a tł oodpor ność Słowna ocena 

w skazan i a Xeno-
metr u 1 50 1) h 

św i atłoodporność świ atłoodporność wg światłoodporności 

cz as naśw i e t I a- wg metody A wg metody B BN-71 / 6110-33 

nia t mmH g A nz (stopień) t 
( h ) mor 

-;z godz 

1 (O, 15) 1 1 1 

2 (0,3) 2 2 3 nieodporna 
. 

3 (45) 3 3 5 

10 (1, 5) 10 4 12 
sł.abo odporna , 

25 ( 3,7) 26 5 25 

60 9,0 63 6 60 
odporna 

300 45 320 7 
550 i wyżej 83 550 i wyż ej 8i wyżej - bardzo odporna 

1) Dla Xenometru 150 o wydajności f otoelektro li zy r tęc i rów nej okoł o O, 15 mm Hg na 1 h , 


